
Požadované teĐhniĐké a funkční vlastnosti;Naďídka 
uĐhazeče ŵusí splňovat všeĐhŶy Ŷíže uvedeŶé paraŵetryͿ

Miniŵální naďídka

IoŶtovy tuďus se zdrojeŵ iŶduktivŶě vázaŶého plazŵatu 
s ŵiŶiŵálŶě dvěŵa růzŶýŵi typy plyŶů, a to ǆeŶoŶ a 
kyslík. IoŶtový tuďus praĐuje v ŵiŶiŵálŶě v rozsahu 
uryĐhlovaĐíĐh Ŷapětí ϱ-ϯϬkV. RozlišeŶí v oďraze při 
zoďrazováŶí ioŶtovýŵ tuďuseŵ je <ϮϬŶŵ.  

ano

SkeŶovaĐí elektroŶový ŵikroskop praĐujiĐí ŵiŶiŵálŶě v 
rozsahu uryĐholovaĐíĐh Ŷapětí ϱϬϬV - ϯϬϬϬϬV.

ano

MiŶiŵálŶě dva detektory elektroŶů uŵístěŶé uvŶítř 
tuďusu skeŶovaĐího elektroŶového ŵikroskopu pro 
detekĐi sekuŶdarŶíĐh a zpětŶě odražeŶýĐh elektroŶů. 
MiŶiŵálŶě jedeŶ detektor sekuŶdárŶíĐh elektroŶů 
uvŶitř koŵory ŵikroskopu

ano

Staďilita elektroŶového tuďusu ŵěřeŶá jako posuŶ 
;driftͿ křížiště elektroŶového svazku v X a Y sŵěru v 
průďěhu ϭϮ hodiŶového ŵěřeŶí ;iŶterval ŵezi 
jedŶotlivýŵi ŵěřeŶíŵi v ráŵĐi ϭϮ hodiŶového testu je 
ŵaǆiŵálŶě Ϯ ŵiŶutyͿ je ŵeŶší Ŷež ;Ϭ.7 ǆ ;průŵěr 
křížištěͿͿ. SplŶěŶí tohoto paraŵetru ďude ověřeŶo 
ďěheŵ po iŶstalaĐi ŵikroskopu v laďoratoři oďjedŶatele 
a je ŶezďytŶou podŵíŶkou pro převzetí iŶstruŵeŶtu 
objednatelem.

ano

„FIB/SEM ŵikroskop“
Příloha č. 1 - TeĐhniĐké podŵínky

Typové označení přístroje
Helios 5 Hydra CX

Základní požadavky zadavatele

Předŵěteŵ zakázky je dodáŶí, iŶstalaĐe a zaškoleŶí pro práĐi Ŷa FIB-SEM ŵikroskopu s ioŶtovýŵ svazkeŵ praĐujíĐíŵ Ŷa priŶĐipu 
iŶduktivŶě vázaŶého plazŵatu pro FIB/SEM ŵikroskopii za kryo-podŵíŶek.



RozlišeŶí v oďraze ŵěřeŶé Ŷa řezu ŶekoŶtrastovaŶého 
ďiologiĐkého vzorku ;řezu ďuňkou Ŷeďo tkáŶíͿ za kryo-
podŵíŶek je <ϭϱŶŵ. RozlišeŶí ďude ŵěřeŶo ŵetodou 
"Fourier Ring Correlation" (FRC) na dvou SEM obrazech 

ŶasŶíŵaŶýĐh Ŷa stejŶéŵ ŵístě v řezu. Řez je vytvořeŶ 
fokusovaŶýŵ ioŶtovýŵ svazkeŵ stejŶého ŵikroskopu. 
FRC je vyhodŶoĐeŶo Ŷa hraŶiĐi Ϭ.ϭϰϯ. Kritériuŵ ďude 
splŶěŶo, pokud alespoň část oďrazu o ŵiŶiŵálŶí 
velikosti ϱǆϱuŵ vykazuje zŵiňovaŶé rozlišeŶí. SplŶěŶí 
tohoto paraŵetru ďude ověřeŶo ďěheŵ po iŶstalaĐi 
ŵikroskopu v laďoratoři oďjedŶatele a je ŶezďytŶou 
podŵíŶkou pro převzetí iŶstruŵeŶtu oďjedŶateleŵ.

ano

Komora mikroskopu obsahuje pětiosý euĐeŶtriĐký kryo-

stolek s rozsahem pohybu v X a Y ŵiŶiŵálŶě 110mm,

přehledovou kameru, zařízeŶí pro plazŵové čištěŶí
komory.

ano

Tlak uvŶitř mikroskopu je udržováŶ soustavou

ďezolejovýĐh puŵp.
ano

Nárůst kontaminace na povrchu ďiologiĐkého vzorku za

kryo-podŵíŶek je <15nm/hod. ;ŵěřeŶo jako průŵěrŶá
hodnota v ráŵĐi 8 hodiŶového testu). SplŶěŶí tohoto

parametru bude ověřeŶo ďěheŵ po instalaci

mikroskopu v laďoratoři objednatele a je nezbytnou

podŵíŶkou pro převzetí iŶstruŵeŶtu oďjedŶateleŵ.

ano

Součástí dodávky je eǆterŶí Đhladič praĐujíĐí na principu

vzduch-voda.
ano

Komora mikroskopu obsahuje dva systéŵy pro depozici

oĐhraŶŶé vrstvy platiny na povrch vzorku (Gas injection

systeŵ – GISͿ.
ano

)ařízeŶí pro zvýšeŶí vodivosti povrchu vzorku (sputter

coater) uŵožňujíĐí aplikaci vrstvy na povrch vzorku bez

nutnosti přeŶosu vzorku z vakuového systéŵu
mikroskopu.

ano

Software pro autoŵatiĐký sďěr FIB-SEM toŵografiĐkýĐh
dat, software pro korelaci dat světelŶé a elektroŶové
mikroskopie a software pro automatickou přípravu
ďuŶěčŶýĐh laŵel za kryo-podŵíŶek.

ano

Knihovny pro ovládáŶí fuŶkĐí mikroskopu poŵoĐí
skriptů v jazyĐe PythoŶ.

ano

Součástí dodávky bude koŵpletŶí dokumentace v

českéŵ Ŷeďo aŶgliĐkéŵ jazyĐe.
ano





Naďídka uĐhazeče;UĐhazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v 
teĐhŶiĐké speĐifikaĐi uvedeŶa ŵezŶí hodŶota rozŵěru Ŷeďo výkoŶu, 

je ŶutŶo uvést koŶkrétŶí hodŶotu, které jíŵ ŶaďízeŶé plŶěŶí 
dosahuje. Má se za to, že pokud uĐhazeč Ŷeuvede Ŷěkterou 

požadovaŶou hodŶotu, jíŵ ŶaďízeŶé plŶěŶí dosahuje ŵiŶiŵálŶí 
hodŶoty uvedeŶé zadavateleŵ ve sloupĐi  "ŵiŶiŵálŶí požadovaŶá 

hodŶota". UĐhazeč Ŷíže uvedeŶé hodŶoty garaŶtuje.Ϳ
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„FIB/SEM ŵikroskop“
Příloha č. 1 - TeĐhniĐké podŵínky

Typové označení přístroje
 CX

Základní požadavky zadavatele

Předŵěteŵ zakázky je dodáŶí, iŶstalaĐe a zaškoleŶí pro práĐi Ŷa FIB-SEM ŵikroskopu s ioŶtovýŵ svazkeŵ praĐujíĐíŵ Ŷa priŶĐipu 
iŶduktivŶě vázaŶého plazŵatu pro FIB/SEM ŵikroskopii za kryo-podŵíŶek.
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